Spektrometr XRF Model EDX 6000C

Analizy pierwiastkowe
W poszerzonym
zakresie od fluoru

Detektor SDD z
okienkiem z grafenu

Dostepne pomiary w

EDX 6000C to zaawansowany laboratoryjny
spektrometr fluorescencji rentgenowskiej
z dyspersjg energii oferujacy pomiary w
atmosferze powietrza, prozni lub helu.

Poszerzony zakres pierwiastkowy (od F do U)
oraz obnizone limity detekcji zostaty osiggniete
dzieki zastosowaniu w detektorze unikalnego
ultra cienkiego okienka grafenowego.

Dodatkowo dostepne sg cztery konfiguracje
komory pomiarowej, ktére mozna dopasowac
pod katem indywidualnych wymagan.

Poszerzony zakres analizy pierwiastkowej od fluoru (F=9) do
uranu (U=92).

Osiggalne limity detekcji juz od 0.2ppm dla lekkich matryc.

Detektor SDD z wielkopowierzchniowym okienkiem
grafenowym; rozdzielczo$s¢ widmowa na poziomie 129eV.

Lampa X-ray firmy Oxford z ultra-cienkim okienkiem
berylowym

Trzy opcje atmosfery pomiarowej w standardzie — powietrze,
prdznia, hel. Pompa prézniowa dostarczana w komplecie.

Cztery konfiguracje do wyboru aranzacji komory
pomiarowej.

Szeroki zakres dostepnych aplikacji, mozliwo$é badania
prébek statych, ptynnych oraz w postaci proszku.

Oprogramowanie w jezyku polskim i angielskim
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1. System zamykajacy okienko detektora, gdy nie jest on w uzyciu. Zapobiega przypadkowym uszkodzeniom.

2. Blokada wysokiego napiecia lampy i zamek elektromagnetyczny w pokrywie komory zapobiegajg otwarciu jej

przy wigczonej lampie.
3. Systemy autodiagnostyczne oprogramowania wraz z komunikatami o btedach i wykrywaniu nieprawidtowosci

w dziataniu.

Spektrometr EDX6000C oferuje pomiary w powietrzu, prézni oraz helu w zaleznosci od indywidualnych wymogdéw
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Przyktady pomiarow:

s &z
= 4
po
o
Obraz z pomiaru fluoru Przyktadowa krzywa kalibracyjna dla F
L GBWFI;;:;TE::FE Fls:;:::: ;:1?: El:.r;it
Fi45.098 F/2 64
1 A5.18(%) 3.00(%)
2 A45.19(%) 2.57(%)
3 44 .96(%) 2.72(%)
4 45.06(%) 2.22(%)
5 45.06(%) 2.89(%)
G A4 77(%) 2.31(%)
T A5.08(%) 2.74(%)
8 45.19(%) 3.34(%)
9 45.03(%) 2.47(%)
10 44 97(%) 2.71(%)
11 45.30(%) 3.02(%)
Maximum Value 45.30(%) 3.34(%)
Minimum Value 44.77(%) 2.22(%)
Standard Deviation 0.14(%) 0.34(%)

Test stabilnosci pomiarow dla fluoru w probce mineralnej fluorytu
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Zastosowania

1. Analizy metali ciezkich pod katem dyrektyw RoHS i ELV - elementdéw elektronicznych, tworzyw
sztucznych, zabawek, akcesoridw wyposazenia domowego, komponentéw samochodowych i tym
podobnych materiatéw

2. Analizy wielopierwiastkowe pod katem badan srodowiskowych i remediacji gleb i odpadéw
statych

3. Analizy prébek mineralnych i geologicznych

4. Analizy sktadu chemicznego stopdw metali (stal, stopy miedzi, inne)

5. Pomiary grubosci i sktadu powtok galwanicznych oraz analizy sktadu chemicznego kapieli
galwanicznych

6. Analizy sktadu stopow jubilerskich, sprawdzanie autentyczno$ci bizuterii i innych elementéw
wykonanych ze zfota, srebra, platyny itd.

7. Analizy olejow, ropy naftowej i produktéw ropopochodnych, biopaliwa

8. Analizy wielopierwiastkowe materiatéw budowlanych — cement, szkto, materiaty ogniotrwate

9. Wykrywanie szkodliwych metali ciezkich w produktach spozywczych jak ziarno, nasiona oraz
srodkach ochrony roslin

10. Inne analizy elementarne w zaleznosci od indywidualnych potrzeb i dostepnych wzorcéw i
materiatow referencyjnych
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Mozliwosci pomiarowe

1. Unikalny system rozpoznawania probek oparty na modelach sztucznej inteligencji pomaga
w szybkiej identyfikacji typu probki eliminujgc btedy spowodowane recznym wyborem kalibracji.
2. Model symulacji tta pozwala na minimalizowanie odchylen spowodowanych efektem matrycy.
3. Pomiary pierwiastkéw lekkich w prézni dla prébek w postaci proszkéw oraz z ptuczka helowa
dla probek ciektych.
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Spektrometr XRF Model EDX 6000C

Specyfikacja techniczna

SDD z wielkopowierzchniowych okienkiem grafenowym
Lampa rentgenowska Oxford z ultra-cienkim okienkiem Be
5-501v
Ciata state, proszki, ciecze
Powietrze, prdznia, hel
do 0.2ppm w lekkich matrycach
<0.05% (RSD dla wielokrotnych pomiaréw sktadnikéw o zawartosci >96%)
Szerokie analizy pierwiastkowe od fluoru do uranu
Zestaw 5 wbudowanych filtréw
Sterowniki Siemens PLC oraz zewnetrzny komputer PC
Wbudowana kamera CMOS
Oprogramowanie analityczne w jezyku polskim oraz angielskim
L CITT LG A I [ETCIYE N Cztery opcje: bez podajnika probek, karuzela na 9 prébek ze spinnerem,
_ karuzela na 12 prébek ®42mm, karuzela na 20 prébek ®30mm
Bezpieczenstwo Zaawansowane systemy bezpieczenstwa zapewniajgce ochrone detektora
_ spektrometru oraz uzytkownikéw w trakcie pracy
m 220 VAC +/- 5V (zalecane zrddto stabilizowane)
034064 ()
646 (W) x 578 (D) x 388 (H) mm
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